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METODC PARA GERENCIAR UM MEIO DE GRAVACAO UMA VEZ E APARELHO
PARA GERENCIAR UM MEIQ DE GRAVAGAO UMA VEZ

Campo da Invengdo

A presente invengac refere-se a um método para gerencilar
uma area defeituosa em um disco optico de alta densidade, e
mais particularmente a um disco optico de gravar uma vez, um
aparelho & um método para gerenciar uma drea defeituosa em um
disco dptico de alta densidade come um Disco Blu-Ray de
Gravar uma vez (BD-WO).

Técnica antecedente

Discos opticos nos gquals uma grande capacidade de dados
pode ser gravada como meios de gravacaoe oOptica tém sido
amplamente utilizados. Entre eles, um novo HD-DVD ({High-
Density Digital Versatile Disc}) no qual dades de video e
dados de A4udio podem ser gravados e armazenados com alta
gualidade e em grandes guantidades, por exemple um BD (Blu-
ray disc) fol recentemente desenvolvido.

O disce Blu-ray, que pertence & tecnologila HD-DVD da
proxima geracdo, & a solucdc de gravacdo dptica da prdoxima
geragdo gque pode superar de forma surpreendente a capacidade
de gravacdo de dados de DVDs existentes. ©Os padrdes mundiais
de disce Blu-ray de  HD-DVD  gque foram  recentemente
estabelecidos incluem o uso de um laser celadon tendo um
comprimento de onda de 405 nm o gual € muito mais denso do
que um laser vermelho da tecnologia de DVD existente tendo um
comprimento de onda de 650 nm. For conseguinte, uma maior
guantidade de dados em relacdo & tecnologia de DVD existente
pode ser armazenada no BD gue tem uma espessura de 1,2 mm, um
difmetro de 12 cm, e uma camada de transmissic oSptica tendo
uma espessura de 0,1 mm.

bk medida gue diversos tipos de padrées relacionados ao
BD (Blu-ray Disc) estd3o sendo desenvelwvidoes, wvarios tipos de
padrdes para BD-RE ({disco regravavel BD) e BD-WO (disco de
gravar uma vez ED) estdo sendo desenveolvidos. Um dos novos
discos odpticos de alta densidade, no qual dados de video e

audio de alta qualidade podem ser gravados, apagados e
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regravados por longos periodos de tempo, é um Disco Blu-Ray
regravavel (BD-RE)que estd sendo atualmente desenvolvido.

A figura 1 ilustra esquematicamente a estrutura de uma
drea de gravacdo de um BD-RE. O BD-RE da fiqura 1 mostra a
estrutura da drea de gravacdo de um discd tendo uma camada dé
gravagdo. Visto da periferia interna do disco, a &rea de
gravagdo é dividida em uma 4drea de entrada, uma &rea de dados
e uma area de saida. Uma Area de reserva interna ISAO e uma
drea de reserva externa OSAO para substituigdo de uma A&rea
defeituosa s&o fornecidas nas periferias interna e externa da
drea de dados, e uma &rea de dados de usudrio para gravar
dados de usudrio é fornecida no centro da é&rea de dados.

Se existe uma 4rea defeituosa em uma area de dados de
usudrio durante gravagdo de dados em um BD-RE, os dados
gravados na drea defeituosa sio deslocados para e gravados em
uma &rea de reserva como dados de substituicdo. Além disso,
informacdes de posiciio referente & 4rea defeituosa e a &rea
de gravacdo de dédos de substituigdo sdo gravadas em &reas de
gerenciamento de defeitos DMA 1, DMA 2, DMA 3 e DMA 4
fornecidas nas Areas de entrada e saida. As informac¢des de
posicdc servem como informagdes de gerenciamento para a area
defeituosa a fim de executar gerenciamento de defeitos para o
disco éptico. No caso do BD-RE, uma vez que a regravagdo é
possivel em qualquer &rea do disco, a area inteira do disco
pode ser aleatoriamente utilizada independente de seu modo de
gravagac. _

0 Disco Blu-ray de gravar uma vez (BD—WO) é outro tipo
de disco éptico de alta densidade que estd sendo desenvolvido
onde uma alta qualidade de dados pode ser gravada e
reproduzida para e a partir do disco. Como o nome pode
sugerir, os dados podem ser gravados somente uma vez no BD-WO
e ndo sdo regravéveis no BD-WO. Entretantc, o BD-WO pode ser
lido repetidamente. Como resultado, o BD-WO é util onde a
capacidade de regravacdo de dados em um meio de gravagdo ndo
é desejada ou essencial.

As discussdes sobre a padronizacdo de discos oépticos de
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alta densidade, por exemplo, como BD-W0, estavam recentemente
em andamento., A esse respeito, uma estrutura de disco, um
método e um aparelho para gerenciar areas defeituosas do BD-
WO sdo necessérios, o0s quais acomodam e consideram as
caracteristicas exclusivas e operacgdes preténdidas do BD-WO.
Tais técnicas tornardo o BD-WO comercialmente negocidvel e
operacionalmente exeqiivel.

No BD-WO (Disco blu-ray de gravar uma vez), uma vez gue
somente uma Unica gravagiio de dados em uma &rea especificada
do disco é possivel, o modo de gravacdo & muito limitado.
Por consequinte, é dificil aleatoriamente utilizar a A&rea
inteira do disco devido & sua dificuldade de gerenciamento.
Além disso, em um disco Optico de alta densidade do tipo de
gravar uma vez, como © BD-WO, o gerenciamento da Area
defeitucsa se torna um aspecto importante de gravagdo de
dados. Por conseguinte, o disco déptico do tipo gravar uma
vez requer um padrde unificado de gerenciamento para
informagdes de defeito em discos éptidos desse tipo.

Revelagdo da invengdo

Por conseguinte, a presente invencdo é dirigida a um
disco éptico do tipo gravar uma vez e um método e aparelho
para gerenciar informagées de defeito no disco dptico que
gvitam substancialmente um ou mais problemas e/ou
desvantagens da técnica antecedente.

Um objetivo da presente invengdo é fornecer um método de
identificar uma area defeituosa e um método de gerenciar a
area defeituosa.

Un ou mais desses e de outros objetivos da presente
invengdo sdo realizados por um método para gerenciar um meio
de gravacdo optica tendo pelo menos uma Area defeituosa em
uma 4rea de dados de usudrio, o método compreendendc a
gravagdo de pelo menos uma lista de defeitos temporarios em
uma &rea de gerenciamento de defeitos tempordrios, onde pelo
menos uma lista de &rea de defeitos tempordrios é gravada
como informag¢des de gerenciamento de defeitos para gerenciar

pelo menos uma area defeituosa; e gravagédo de informagtes de
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posigdo como pelo menos um indicador de lista de defeitos
temporarios, onde o indicador de lista de defeitos
temporarios indica pelo menos uma posicdo da lista de
defeitos temporariocs para uma unidade de gravagdo respectiva
da area de gerenciamento de defeitos temporarios.

Um ou mais desses e de outros objetivos da presente
invencdo sdo realizados por um método para gerenciar um meio
de gravagdo Optica tendo pelo menos uma area defeituosa em
uma 4drea de dados de usudrio, o método compreendendo gravar
pelo menos uma lista de defeitos tempordrios em uma area de
gerenciamento de defeitos temporadrios, onde pelo menos uma
lista de 4&rea de defeitos tempordrios ¢é gravada como
informagdes de gerenclamento de defeitos para gerenciar pelo
menos uma area defeituosa; gravar separadamente as listas de
defeitos tempordrios como listas de defeitos separados para
cada unidade de gravagdo da 4rea de gerenciamento de defeitos
temporarios; e gravar informa¢es de posi¢do como pelo menos
um indicador de lista de defeitos tempordrios, onde o
indicador de lista de defeitos temporarios indica pelo menos
uma posigcdo da lista de defeitos tempordrios para uma
respectiva unidade de gravagdo da é4rea de gerenciamento de
defeitos temporadrios.

Um ou mais desses e de outros objetivos da presente
invencdo sdo realizados por um meio de gravagdo que
compreende uma Area de dados de usuirio dentro de uma area de
dados; uma area de gerenciamento de defeitos temporarios para
gravar informagdes de gérenciamento. de defeitos, onde as
informa¢des de gerenciamento de defeitos sdo fornecidas para
gerenciar dados de substitulicdo de pelo menos uma A&rea
defeituosa na area de dados de usuario do meio de gravacao;
uma primeira drea de gerenciamento de defeitos sendo
fornecida na drea de gerenciamento de defeitos tempordrios; e
uma segunda drea de gerenclamento de defeitos sendo fornecida
na Area de gerenciamento de defeitos temporarios para gravar
informacdes de posigdo gque indicam uma posicdo da lista de

defeitos mais recente.
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Un ou mais desses e de outros objetivos da presente
invengdo sdo realizados por um meio de gravagdo que
compreende uma area de dados de usuadrio dentro de uma 4rea de
dados; uma drea de gerenciamento de defeitos temporarios para
gravar informagbes de gerenciamento de defeitos, onde as
informagdes de gerenciamento de defeitos sdo fornecidas para
gerenciar dados de substituicdo de pelo menos uma 4&rea
defeituosa dentro da area de dados de usudrio do meio de
gravagdo; uma lista de defeitos temporarios na 4rea de
gerenciamento de defeitos tempordrios, onde a lista de
defeitos tempordrios ¢é gravada como informagdes de
gerenciamento de defeitos para gerenciar pelo menos uma &rea
defeituosa; e pelo menos um indicador de lista de defeitos
temporarios contendo informagdes de posic¢do, onde o indicador
de lista de defeitos temporarios indica pelo menos uma
posicgdo da lista de defeitos temporarios mais recente na area
de gerenciamento de defeitos temporarios.

Um ou mais desses e de outros objetivos da presente
invencdo sdo realizados por um aparelho para gerenciar um
meio de gravagdo Optica tendo pelo menos uma 4drea de
gerenciamento de defeitos temporarios, e uma &rea reserva em
uma area de dados, o aparelho compreendendo um dispositivo
para gravar pelo menos uma lista de defeitos temporédrios em
uma area de gerencilamento de defeitos temporirios, onde pelo
menos uma lista de defeitos tempordrios ¢é gravada como
informacbes de gerenciamento de defeitos para gerenciar pelo
menos  uma érea defeituosa; e para gravar informagdes de
posicdo come pelo menos um indicador de lista de defeitos
tempordrios, onde o indicador de lista de defeitos
tempordrios indica pelo menos uma posigdo da lista de
defeitos temporédrios mais recentes na érea de gerenciamento
de defeitos temporarios e lista de defeitos temporarios.

Un ou mais desses e de outros objetivos da presente
invencdo sdo adicionalmente realizados por um aparelho para
gerenciar um meio de gravagio O6ptica tendo pelo menos uma

drea de gerenciamento de defeitos tempordrios, e uma é&rea



10

15

20

25

30

35

6/22

reserva em uma area de dados, o aparelho compreendendo um
dispositivo para gravar pelo mencs uma lista de defeitos
temporarios em uma darea de gerenciamento de defeitos
temporarios, onde pelo mencs uma lista de 4drea de defeitos
temporérios é gravadé como informacgdes de gerenciaménto de
defeitos para gerenciar pelo menos uma area defeituosa; para
gravar separadamente as listas de defeitos tempordrios como
listas de defeitos separadas para cada unidade de gravacdo da
area de gerenciamento de defeitos temporarios; e para gravar
informagdes de posigdc como pelo menos um indicader de lista
de defeitos tempordrios, onde o indicador de lista de
defeitos tempordrios indica pelo menos uma posicdo da lista
de defeitos tempordrios para uma respectiva unidade de
gravagdo da &rea de gerenciamento de defeitos tempordrios.

0 é&mbito adicional de aplicabilidade da presente
invencdo tornar-se-a evidente a partir da descrigdo detalhada
fornecida a seguir. Entretanto, deve ser subentendido que a
descricéo detalhada e exemplos especificos, embora indiquem
modalidades preferidas da invengdo, s8o fornecidos somente
como ilustracdo, uma vez que diversas alteragles e
modificagdes compreendidas no espirito e &mbito da invengdo
tornar-se~-do evidentes para aqueles versados na técnica a
partir dessa descrigdo detalhada.

Breve descrigdo dos desenhos

Objetivos e vantagens adicional da invencdo podem ser
mais completamente entendidos a partir da seguinte descrigdo
detalhada tomada em combinacédo com oé desenhos em anexo, nos
quais:

A fiqura 1 ilustra a estrutura de um disco Optico
regravdvel da técnica relacionada;

A figura 2 é um diagrama de blocos de um dispositivo de
gravagcdo e/ou reproducdo de disco déptico de acorde com uma
modalidade da presente invengdo;

BAs figuras 3A e 3B ilustram uma estrutura de um BD-WO de
camada unica e um disco Optico BD-WO de camada dupla,

respectivamente, de acordo com uma modalidade da presente
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invencgéo;

A figura 4 ilustra a estrutura de um disco éptico do
tipo de gravar uma vez de acordo com uma modalidade da
presente invengdo;

~ Bs figuras 53 e 5B ilustram exemplos da estrutura de
TDFL e TDDS aplicados a um disco éptico do tipo de gravar uma
vez de acordo com a presente invengdo;

As figuras 6A e 6B ilustram um método de gerenciar
informagdes de defeito em um disco éptico do tipo de gravar
uma vez de acordo com uma primeira modalidade da presente
invencgéo;

As figuras 7A e 7B ilustram um método de gerenciar
informagdes de defeitos em um disco éptico do tipo de gravar
uma vez de acordo com uma segunda modalidade da presente
invencgéo;

As figuras 8A e 8B ilustram um método de gerenciar
informag¢des de defeitos em um disco éptico do tipo de gravar
uma vez de acordo com uma terceira modalidade da presente
invencdo; e

As figuras 9A e 9B ilustram um método de gerenciar
informacdes de defeitos em um disco dptico do tipo de gravar
uma vez de acordo com uma quarta modalidade da presente
invengdo.

Melhor modo para realizar a invengio

Serd feita agora referéncia em detalhe as modalidades
preferidas da presente invengdo, cujos exemplos sdo
ilustrados nos desénhos em anexo.

A figura 2 é um diagrama de blocos de um dispositivo de
gravacdo ef/ou reprodugdo de disco 6ptice 20 de acordo com uma
modalidade da presente invengdo. 0O dispositivo de gravagéo
e/ou reproducdo de disco Optico 20 (doravante dispositivo de
gravagdo/reproducdo de disco optico) inclui um captor éptico
22 para gravacdo e leitura de dados para e de um meio de
gravagdo Optica 21, uma unidade servo 23 para controlar o
captor 22 a fim de manter uma disténcia entre uma lente

objetiva do captor 22 e o meio de gravacdo 21 e para rastrear
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trilhas relevantes no meio de gravagdo 21, um processador de
dados 24 para processar e fornecer dados de entrada para o
captor 22 para gravagdo, e para processar dados lidos do meio
de g¢gravagdo 21, uma interface 25 para permutar dados e/ou
comandos com quélquer host extérno 30, uma memobria bu
armazenagem 27 para armazenar informacdes e dados na mesma
incluindo dados de gerenciamento de defeitcs associados ao
meio de gravagdo 21, e um microprocessador ou controlador 26
para controlar as operagdes e elementos do dispositivo de
gravagdo/reprodugdo 20,

Os dados a serem gravados ou lidos para ou do meio de
gravagdo 21 também podem ser armazenados na meméria 27,
Todos os componentes do dispositivo de gravacgdo/reproducgao 20
sdo eficientemente acoplados. Na modalidade exemplar
mostrada, o meio de gravagdo 21 é um meio de gravagdo do tipo
gravar uma vez, por exemplo, como um BD-WO.

As figuras 3A e 3B ilustram uma estrutura de um BD-WO de
camada Unica e um disco Optico BD-WO de camada dupla,
respectivamente, de acordo com uma modalidade da presente
invengdc. Como mostrado nas figuras 3A e 3B, o BD-WO pode
ter uma ou duas camadas de gravagdo. Na figura um BD-WO
tendo somente uma Unica camada de gravagdo (Camada 0) inclui
uma Gnica camada de gravagdo composta de uma drea de entrada
(LIA), uma A&rea de dados, e uma Aarea de saida (LOA) e &
mencionado aqui como um disco de camada Unica.

Na figura 3B, um BD-WO de camada dupla inclui duas
camadas de gravacdoc (Camadas O e 1) e é mencionado doravante
como um disco de camada dupla. A primeira camada de gravagdo
(Camada O) inclul uma LIA, uma A&rea de dados e uma Zzona
externa. A segunda camada de gravagdo (Camada 1) inclui uma
LOA, uma &rea de dados e uma zona externa. Genericamente,
uma gravagdo de dados ocorre na diregdo mostrada com a seta
pontilhada no disco de camada dupla. O disco de camada Unica
pode ter uma capacidade de 23,3, 25,0 ou 27,0 Gbytes, ao
passo que o disco de camada dupla pode ter capacidade de
46,6, 50,0 ou 54,0 Gbytes.
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Deve ser observado que todas as modalidades diferentes
da presente invengdo, por exemploc diversos métodos discutidos
a seguir, sdo aplicéveis a qualguer tipo de um disco éptico,
como um BD-WO de camada Gnica, um BD-WO ou um BD-RE de camada
dupla. Além disso, embora o uso do dispositivo de
gravagdo/reproducdo 20 da figura 2 seja discutido abaixo em
combinagdo com os métodes da invengdo, a invencdo ndo é
limitada a isso e abrange outros dispositivos de
gravagdo/reprodugdo desde que sejam configurados para
implementar os presentes métodos. Uma descricdo detalhada
das modalidades preferidas serd fornecida a sequir com
referéncia a um BD-WO exemplar (Disco blu-~ray de gravar uma
vez).

A figura 4 mostra um exemplo da estrutura de um disco
dptico do tipo de gravar uma vez, por exemplo, um BD-WO, e o
método de gravar informagdes de gerenciamento de disco de
acordo com a presente invengdo. O disco ¢éptico do tipo de
gravar uma vez da figura 4 & um disco de camada Unica tendo
uma camada de gravagdo. Esse disco 6ptico inclui dreas de
reserva, por exemplo, 4reas de reserva interna e externa
ISAO/0SAO, para gravagdo de dados de substituigdo de uma &rea
defeituosa, e uma ou mais TDMAs (Area de gerenciamento de
defeitos tempordrios) para gerenciar informagdes referentes a
drea defeituosa, por exemplo, para gerenciar um defeito
fisico,

No caso de um disco dptico regravavel geral, os dados
podem ser repetidamente gravados e apagados de uma DMA (Area
de gerenciamento de defeito) mesmo se a DMA tiver um tamanho
limitado, e desse modo uma DMA de tamanho grande ndo é
necessdria. Entretanto, no caso de um disco dSptico do tipo
de gravar uma vez, por exemplo, um BD-WO, uma &rea que tem
dados gravados na mesma ndo pode ser utilizada para gravar
dados novamente, e uma &rea de gerenciamento de um tamanho
malor é necessaria com esse tipo de meio de gravagdo. Se
nenhuma gravagdo adicional for feita no disco 6ptico do tipo

de gravar uma vez, as informagées de TDMA (Area de
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gerenciamento de defeitos temporadrios) finais ou mais
recentes s3o necessarias serem transferidas para e gravadas

na DMA (Area de gerenciamento de defeitos), e desse modo sdo

mencionadas como TDMA (DMA temporéria) em distingdo da DMA.

Na fiqura 4, uma - TDMAL & fornecida em uma &rea de
entrada com um tamanho fixo e uma TDMA2 tendo um tamanho
varidvel ou associado a um tamanho da respectiva area de
reserva externa (OSAO) na qual é fornecido, por exemplo, como
visto nas figuras 4~5B, P = (N*256)/4 & fornecido. A TDMA
respectiva serve para armazenar na mesma uma TDFL (Lista de
defeitos temporadrios) e uma TDDS (Estrutura de definigao de
disco temporario) para gerenciamento de defeitos.

A TDFL é uma lista de entrada contendo informacdes para
gerenciar uma série de processos para substituigdo de dados
em uma drea defeituosa da drea de dados na Area de reserva.
0 tamanho da TDFL varia de acordo com o tamanho da area
defeituosa, por exemplo, no caso de um disco de camada Unica,
a TDFL é preparada com um tamanho entre 1-4 clusters, e no
caso de uma camada dupla, a TDFL é preparada com um tamanho
entre 1 - 8 clusters.

A TDDS pode ser preparada na unidade de um unico
cluster, ou ambas & TDDS e a TDFL sdc preparadas na unidade
de um unico cluster. A TDDS inclui informagles para
gerenciamento do disco ¢ptico do tipo de gravar uma vez e
informacbes referentes ao gerenciamento de defeitos
necessario na presente invencao. As informacdes de
gerenciamento de defeitos sdo informagdes = localizadas
parcialmente na TDFL e TDDS.

A sequir, o conteldo detalhado da TDFL e TDDS serd
explicado com referéncia as figuras 53 e 5B, A figura 5A
ilustra um exemplo da estrutura da TDFL aplicada & presente
invencdo. A TDFL é genericamente dividida em trés partes: um
cabegalho de TDFL, uma lista de entrada de defeitos
(Defect_entry List) e um indicador para a terminagdo da TDFL
(meio de terminacdo TDFL).

0 cabecalho de TDFL estd na porgdo avangada da TDFL e é
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utilizade para reconhecer a TDFL durante gerenciamento de
defeitos. O cabecalho de TDFL inclui um identificador de
TDFL, um campo de contagem de atualizagdo de TDFL que aumenta
uma contagem em 1 sempre que a TDFL é atualizada, um campo
para o© nimero de entradas de defeito que existem na TDEL
correspondente (nimero de entradas de TDFL), e um campo
contendo o numerc de tipos de entrada (nimero de tipos de
primeira a N* entrada).

A lista de entrada de defeitos (Defect entry List) na
realidade inclui o conteldo que compde a TDFL, por exemplo, a
lista de entrada de defeitos é para gerenciar informagdes de
posigdo da 4rea defeituosa e a 4rea de substituic¢do para cada
drea defeituosa em uma Unica entrada ou local. Cada entrada
é composta de 8 bytes de dados, e a estrutura de cada entrada
inclui um tipo de entrada (status 1}, informa¢des de posigéo
da A4rea defeituosa (cluster defeituoso Primeiro PSN) e
informagdes de posigdo da drea de substituigdo para dados de
substituicdo (cluster de substituicgdo Primeiro PSN) gravados
em ordem na entrada.

0 meio de terminagdo TDFL inclui informagdes que indicam
a terminagao da lista de entrada de defeitos
(Defect _entry List). Nc caso de um disco de camada dupla, a
lista de entrada de defeitos (Defect entry List) ocupa 8
clusters no maximo, e no caso de um disco de camada lUnica, a
lista de entrada de defeitos (Defect entry List) ocupa ¢
grupos no méximo.

Na figura 5B, a TDFL tem a mesma estrutura que aquela da
figura 5A, porém a TDDS é agora gravada juntamente com
informagbes de TDFL, por exemplo, a TDDS pode ser gravada em
um local diferente do que a TDFL (como mostrado na figura
54), e/ou pode ser gravada no mesmo cluster juntamente com a
TDFL (figura 5b).

Na TDDS, uma variedade de informag¢des pode ser gravada.
Entretanto, em uma modalidade preferida da presente invengéo,
a TDDS deve incluir informagbes deposigdo da TDFL mais

recente (Primeiro PSN da TDFL mais recente). No disco éptice
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do tipo de gravar uma vez, a posi¢do na qual a TDFL mais
recente é gravada é mudada sempre que a TDFL for atualizada
com relagdo & area defeituosa. Por conseguinte, é necessario
gerenciar as informagées de posicdo de TDFL mais recente
durante todo o tempo. A posicdo na qual a TDFL mais recente
é gravada pode ser mencionada como um indicador de TDFL, uma
vez que contém informagdes que indicam as informagdes de
posicdo da TDFL mais recente. Entretanto, a quantidade de
informacdes de posigdo de TDFL mals recente pode ser alterada
de acordo com o método de gravagdo da TDFL, que sera
explicado em maior detalhe a seguir,

0 termo Primeiro PSN utilizado na presente invengdo e
mostrado nas figuras em anexc se refere ao primeirc nimero de
setor fisico de um cluster. No caso de um BD-WQ, a unidade
de gravagdo minima é definida como um cluster, e uma vez que
32 setores genericamente existem em um Unico cluster, o
Primeiro PSN se refere as informacdes de posicdo do setor
avangado no cluster correspondente. Conseqlientemente, o
Primeiro PSN se refere as informagdes de posigdc do cluster
correspondente, por exemplo, Primeiro PSN de cluster
defeituoso para o primeiro numero de setor fisico do cluster
defeituoso.

Um método de gravar uma TDFL e um método de gravar um
indicador de TDFL de acordo com as diversas modalidades da
presente invencdo serd explicado em malor detalhe a seguir.
A lista de entrada de defeitos (Defect entry List) € expressa
como TDFL1, TDFLlc, TDFL211, TRFL32, etc. pafa auxiliar na
seguinte descrigdo das figuras 6A-6B. TDFL1 'se refere a
entradas preparadas no primeiro estdgio (estagiol), e TDFLlc
se refere a TDFL1 apds ter sido cumulativamente gravada.
TDFL21 se refere as primeiras entradas preparadas no segundo
estagio {estdgio2), e TDFL32 se refere as segundas entradas
preparadas no terceiro estagio (estdgio3).

0 meio de terminagdo TDFL fol omitido nas figuras 6A e
6B pra reduzir a complexidade dessas figuras, e as

informacdes de posigdo de TDFL mais recentes (indicador de
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TDFL) gravadas na TDDS sdo expressas como P1l, P2, P3,
respectivamente. Além disso, o cluster que é a unidade de
gravagdo é ilustrado com uma linha cheia espessa para marcar
de forma proeminente o conteldo da TDMA,

As figuras' 6A e 6B ilustram um método de gerenciar
informag¢des de defeito em um disco éptico do tipo de gravar
uma vez de acorde com a primeira modalidade da presente
invencdo. De accordo com o método de gerenciar informagdes de
defeitos de acordo com a primeira modalidade da presente
invengdo como mostrado na figura 6A, a TDEFL mais recente é
repetidamente gravada cumulativamente com a TDFL anterior.
Por consequinte, somente um cabegalho de TDFL e um indicador
de TDFL sdo utilizados com relagdo a TDFL dos clusters 1 - 4
cumulativamente repetidos (ou 1 - 8 clusters),
respectivamente. O cabegalho TDFL e a TDFL sdo gravados e
gerenciados na unidade de cluster Unico. No caso de um disco
de camada tnica (SL), o tamanho da TDFL varia de 1 cluster
para 4 clusters, e no caso de um disco de camada dupla (DL),
o tamanho da TDFL varia de 1 a 8 clusters.

No primeiro estdgio (estdgiol), uma parte das
informagdes de TDFL, um cabegalhol de TDFL e uma TDFL1 séo
gravadas em um Unico cluster na seqgliéncia exemplar mostrada.
Na TDDS, informagSes (TDDS 1) que indicam a posigdo das
informagées de gerenciamento de defeito mais recente sdéo
gravadas. Na figura 6A, as informac¢ées que indicam a posigdo
das informagbes de gerenciamento de defeito mais recente, por
exemplo, o indicador de TDFL,‘ sdo expressas como Pl como
descrito acima. As informagdes de posigdo indicadas por esse
indicador sdo o primeiro PSN, isto é, enderego do cluster
correspondente. Por exemplo, na figura 6A, o indicador Pl
indica a posicédo do cabegalhol de TDFL.

No segundo estdgio (estdgic2) mostrado na figura 64,
TDFL21 e TDFL22 sdo adiclonalmente gravados durante uma
operagdo de atualizar. As informacdes de gerenciamento de
defeitos sdo gravadas em um estado gravdvel uma vez na

unidade de gravagdo de um Unico cluster no disco. Durante a
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gravagdo das informag¢des de gerenciamento de defeito no
sequndo estagio estdgio2, TDFL21l e TDFL22 (correspondendo a
novas informagbées de TDFL obtidas durante a operacdc de
atualizar presente), e as informagdes de TDFL previamente
gravadas (TDFLlc que é idéntica a TDFLI), sdo gravadas
juntamente com o cabe¢alho2 de TDFL correspondente e TDDS2.
Isto &, as informagdes de TDFL sdo cumulativamente gravadas
em cada estdgio de atualizar Jjuntamente com quaisquer
informagdes de TDFL novas. O segundo estdgio (estdgio2) se
refere ao método de gravagdo no caso das informagdes de lista
da A&rea de gerenciamento de defeitos exceder um tdnico
cluster, porém é menor do que 2 clusters. Por exemplo,
cabegalho2 de TDFL + TDFLlc + TDFL21 é igual a um unico
cluster em tamanho. Portanto, quando a TDFL22 é gravada essa
TDFL ocupa uma area parcial do sequndo cluster sucessivo, e o
cabegalho? de TDFL contém o conteiddo da TDFLlc, TDFL21 e
TDFL22, O valor de indicador gravado na TDDS2 mostra que a
posicdo de informacdes de defeito mals recente P2 é gravéda,
o PSN de Cabegalho 2 de TDFL. Uma vez que as informacgdes de
gerenciamento de defeitos sdo cumulativamente gravadas,
somente o PSN mais recente é necessdrio como um indicador.
Nessa modalidade, somente um cabegalho de TDEL e uma TDDS
tendo o indicador de TDFL sdo gerados e gravados em cada
estagio.

Em cada estdgio, uma classificacdo para classificar as

TDFLs existentes pode ser executada. A classificacdo pode

ser feita com base em certos critérios predeterminados. ‘Por
exemplo, as TDFLs podem ser classificadas primeiramente com
base em status 1 (vide a figura O5B) e podem ser
adicionalmente classificadas com base no primeiro PSN da
TDFL, Obviamente, outros critérios podem ser utilizados.

As informagdes de gerenciamento de defeitos apés
realizacdo de classificagdo sdo mostradas como exemplo no
terceiro estdgio (estdglo3l). Aqui, as informagbes de
gerenciamento de defeitos sdo classificadas de acordo com o

PSN da entrada de TDFL e baseado no tipo de entrada de TDFL
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(status 1). De um ponto de vista do sequndo estégio
(estdgio2), a classificagdo é realizada sob a assungdo de que
uma nova entrada de TDFL é produzida para ser incluida em uma
posicdo P2x. , _ _

Se uma nova entrada de TDFL a ser‘gravada for produzida,
a nova TDFL deve ser gravada refletindo as informagbes da
lista da 4rea defeituosa classificada de acordo com a regra
de classificagdo como descrito acima. O terceiro estagio
(estégio3) mostra isso. Uma vez que todas as informagdes de
TDFLlc, TDFL21 e TDFL22 sdo mudadas através de classificacdo
pelo P2x, as informagdes de lista de &rea de gerenciamento de
defeitos mudadas sdo gravadas como a TDFL31, TDFL32, etc. e o
cabecalho3 de TDFL correspondendo ao TDFL31, TDFL32, etc. é
gravado na frente das informa¢des correspondentes.

Na TDDS3, as informagdes de posigdo P3 das informagdes
de gerenciamento de defeito mais recentes sdo gravadas. A
TDFL31 ocupa um uUnico cluster, e a TDFL32 ocupa uma porgao
menor do que um unico cluster; sequindo a TDFL31. Por
conseguinte, no terceiro estdgio, as informages de
gerenciamento de 4rea defeitucsa excedem um unico cluster,
porém sdo menores do que 2 clusters.

Em resumo, de acordo com o método de gerenciar
informagdes de defeito em um disco éptico do tipo de gravar
uma vez de acordo com a primeira modalidade da presente
invengdo, a TDFL é cumulativamente gravada na unidade de
gravagdo de um Gnico cluster sempre que for atualizado. A
TDDS entdo expressa aposicdo das informa¢6es de gerenciamento
de defeito mais recente (TDFL) com somente um indicador.
Além disso, no caso das informag¢bées de gerenciamento de
defeito serem alteradas de acordo com uma regra de
classificagdo, podem lidar adaptavelmente com tal mudanga.

Na figura 6A, o cabegalho de TDFL tem as informagdes que
indicam o nimero de clusters atualmente utilizados. Isto
significa que uma sinalizagdo para representar quantos
clusters sdo utilizados para representar a lista de area de

gerenciamento de defeitos pode ser empregada uma vez que o
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tamanho das informagdes de gerenciamento de defeitos é
varidvel. Também é possivel gravar as informacdes para
representar o nUmero de clusters atualmente utilizados néo
somente no cabecalho de TDFL, como também na TDDS.

A figura 6B mostra‘uma tabela que representa a alteracdo
do indicador de TDFL pelos estdgios de acordo com a primeira
modalidade da presente invengdo. Na primeira modalidade,
pode ser reconhecido que somente um indicador é necessério
para cada estagio.

As figuras 7A e 7B ilustram um método de gerenciar
informagdes de defeito em um disco déptico do tipo de gravar
uma vez de acordo com a segunda modalidade da presente
invengdo. De acordo com o método de gerenciar informagdes de
defeito de acorde com a segunda modalidade da presente
invencdo como mostrado na figura 7A, a TDFL mais recente &
repetidamente gravada cumulativamente com a TDFL anterior.
Portanto, somente um cabecalho de TDFL e um indicador de TDFL
sdo utilizados para cada cluster com relacdo & TDFL dos 1 -4
clusters cumulativamente repetidos (ou 1-8 clusters). A TDFL
gravada para cada estdgio ¢é igual aquela na primeira
modalidade.

Na segunda modalidade, um indicador de TDFL é utilizado
para o cluster correspondente com relagdo ao tamanho de TDFL
gue aumenta por estéagiocs. Por conseguinte, mesmo se um
defeito for identificado durante a gravagdo do cluster
indicado pelo indicador de TDFL P3 no segunde estdgio
(estégiéZ)j o defeito é superado através de nova grava@éo
somente do cluster que corresponde aquele defeito, isto é, o
cluster incluindo ou iniciando com TDFL22. O indicador pode
ser mudado para apontar para a é&rea regravada. Se for
regravado, o defeito pode ser superado através da mudanga
somente do indicador indicado por P3. Desse modo, a TDMA
necessaria para a preparagdo da TDFL pode ser reduzida.

A figura 7B mostra uma tabela que representa a mudanga
do indicador da TDFL & medida que a TDFL é atualizada por

estdgios de acordo com a segunda modalidade da presente
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invengdo. Na segunda modalidade, oito indicadores podem ser
necessdrios no méximo, e indicadores que ndo foram utilizados
nos respectivos estdgios sdo ajustados em zero. Nesse
exemplo, ¢ primeiro indicador de TDFL aponta para o local P1,
local P2 e local P4 nos estdglos 1, 2, 3, respectivamente. 0
sequndo indicador de TDFL aponta para os locais P3 e P4 nos
estagios 2 e 3, respectivamente. 0 segundo indicador de TDFL
pode indicar uma mudanga de indicador do primeiro local de
indicador de TDFL ou local anterior, que pode ser devido a
regravacdo de certo cluster devido a um defeito como
discutido acima.

As figuras 8A e 8B ilustram um método de gerenciar
informagdes de defeito em um disco éptico do tipo de gravar
uma vez de acordo com a terceira modalidade da presente
invengdo. De acordo com o método de gerenciar informagbes de
defeito de acordo com a terceira modalidade da presente
invengdo como mostrado na figura 8A, a TDFL mails recente é
repetidamente gravada cumulativamente com a TDFL anterior em
um Unico cluster, porém a TDFL também é separadamente gravada
para cada cluster, e informag¢des de posicdo da TDFL mais
recente sdo gravadas em cada cluster gravado na TBDS.

No primeiro estdgio ({estdgio 1), € assumide que o
cabegalhol de TDFL e a TDFLl sdo gravadas em um uUnico
cluster. Na TDDS, as informagbes que indicam a posicdo da
TDFL mails recente sdo gravadas, e na figura 8A, isso é
expresso como Pl. As informagées de posigdo indicadas por
esse indicador s3c o primeiro PSN desse cluster, isto é,
endereco do cluster correspondente na estrutura de disco
dptico. Na figura 8A, o indicador Pl indica a primeira
posigdo do cabegalhol de TDFL. No caso de um disco SL, a
unidade de gravagdo, por exemplo, 1 cluster, das informagdes
de gerenciamento de defeito podem variar de 1 cluster para 4
clusters, e desse modo 4 indicadores sdo necessdrios., No
caso de um disco DL, a unidade de gravagdo das informagdes de
gerenciamento de defeito podem variar até 8 clusters, e até 8

indicadores sdo necessarios.
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No segundo estagio (estédgio 2) na figura 8A, novas
TDFL21 e TDFL22 sdo adicionalmente gravadas juntamente com a
gravacdo cumulativa de TDFLs anteriores (que é representado

como TDFLlc) durante uma operagcdo de atualizar. As

informagdes de gerenciamento de defeitos sio gravadas ‘em um

estdgio gravdvel uma vez na unidade de gravagdo de um unico
cluster no disco 6ptico do tipo de gravar uma vez. Durante a
recordacdo das informaglSes de gerenciamento de defeitos no
sequndo estdgio(estdgio 2), novas TDFL21 e TDFL22 e a TDFLlc
cumulativa que é idéntica & TDFLl, sdo gravadas juntamente
com o cabegalho 2 de TDFL2 correspondente e cabegalho 3 de
TDFL e TDDSZ.

0 segundo estdgio (estdglo 2) se refere ao método de
gravagdo no caso das informagbes da lista da érea de
gerenciamento de defeitos exceder um unico cluster, porém é
menor do que 2 clusters. Por exemplo, o cabegalho 2 de TDFL
+ TDFLlc + TDFL21 é igual a um Gnico cluster de dados, e a
TDFL22 é portanto gravada ocupando somente uma &rea parcial
do segundo cluster sucessivo. 0 cabegalho 3 de TDFL
correspondente é gravado, e o valor de indicador gravado na
TDDS2 mostra que as posigdes de informagSes de defeito mais
recentes sdo gravadas e identificadas pelos indicadores de
TDFL P2 e P3.

No terceiro estdgio (estédgio 3), novas TDFL3l e TDFL32
sdo adicionalmente gravadas Jjuntamente com a gravacéao
cumulativa de TDFLs anteriores (que € representada como
TDFL2Z2¢c) durante avoperagéo‘de atualizar. As informagdes de
gerenciamento de defeitos sdo gravadas em uma Gnica gravagao
na unidade de gravagdo de um Unico cluster no disco éptico do
tipo de gravar uma vez como descrito acima. Durante a
recordagdo das informag¢des de gerenciamento de defeitos no
terceiro estdgio (estdgio 3), TDFL31l e TDFL32, e a TDFL22c
cumulativa que é idéntica & TDFL22, sdo gravadas juntamente
com o cabecalho 4 de TDFL, cabecalho 5 de TDFL e TDDS3. O
cabegalho 2 de TDFL, a TDFLlc correspondente e a TDFL21 nédo

sdo recentemente gravadas, porém, as informagdes que indicam
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sua posigdo P2 s&o gravadas na TDDS3, de modo que uma
gravacdo repetitiva desnecessdria é evitada. Portanto, a
drea de gravagdo do disco é eficientemente utilizada e espaco
disponivel para gerenciamento de defeito e gravagio ¢é
aumentado, o

Se as informacdes de TDFL22c, TDFL31 e TDFL32 excederem
um Unico cluster, porém, forem menores do que 2 clusters,
isto é, a combinagdo do cabegalho 4 de TDFL + TDFL22c +
TDFL31 for igual a um Unico cluster, a TDFL32 é gravada
ocupande uma 4rea parcial do segundo cluster sucessivo
juntamente com o cabeg¢alho 5 de TDFL correspondente. O valor
de indicador gravado na TDDS3 mostra que as posigdes de
informagées de defeito mais recentes, P2, P4 e P5 sé&o
gravadas no estégio 3.

As informagdes de TDFL mais recentes podem ser obtidas
utilizando P2, P4 e P5, por exemplo, as posigbes das
informagdées de gerenciamento de defeitos mais recentes
gravadas na TDDS3. As informacdes de cabecalho 2 de TDFL,
TDFLlc e TDFL21 podem ser obtidas utilizando as informagdes
de posigdo P2 indicadas pelo primeirc indicador de TDFL, e as
informag¢des de cabegalho 4 de TDFL, TDFL22c e TDFL31 podem
ser obtidas utilizando as informagdes de posigdo P4 indicadas
pelo segundo indicador de TDFL. As informagdes de cabecalho
5 de TDFL e TDFL32 podem ser obtidas utilizando as
informagdes de posigdo P5 indicadas pelo terceiro indicador
de TDFL. |

Como discutidb nas modalidades anteriores, uma
classificagdo pode ser executada para classificar TDFLs em
alguma ordem em cada estédgio. Por exemplo, no quarto estagio
(estdgio 4), as informagbes de gerenciamento de defeitos apds
a classificagdo ser realizada, s3o0 mostradas. Aqui, as
informagdes de gerenciamento de defeitos sdo classificadas de
acordo com o PSN da entrada de TDFL e com base no tipo de
entrada de TDFL (status 1). De um ponto de vista do terceiro
estdgio (estdgio 3), a classificagdo é realizada sob a

assuncdo de que uma nova entrada de TDFL é produzida para ser
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incluida na posicdo P2x.

Uma vez que todas as informagbées de TDFLlc, TDFL21,
TDFL22c, TDFL31 e TDFL32 sdo mudadas através da classificacdo
pela P2x, as informag¢des de TDFL mudadas sdc gravadas como a
TDFL41, TDFL42 e TDFL42, e o cabegélho 6 de TDFL, cabegalho 7
de TDFL e cabecalho 8 de TDFL, correspondentes, sdo gravados
juntamente com uma nova TDDS4. Aqui, na TDDS4, P6, P7 e P8,
que sdo informagdes de posigdo das informagbes de
gerenciamentc de defeito mais recentes, sdo gravadas. O
cabegcalho 6 de TDFL e TDFL41l ocupam um Unico cluster, o
cabegalho 7 de TDFL e a TDFL42 ocupam um Unico cluster, e o
cabegalho 8 de TDFL e a TDFL43 ocupam menos do que um Unico
cluster. Por conseguinte, no quarto estdgio, as informacdes
de gerenciamento de area de defeitos excede dois clusters,
porém é menor do que trés clusters.

Em resumo, de acerdc com o método de gerenciar
informag¢des de defeitos em um disco 6ptico do tipo de gravar
uma vez de acordo com a terceira modalidade da‘ preéente
invengdo, o cabegalho de TDFL e a TDFL sdo gravadas na
unidade de gravacdo de um dnico cluster sempre que a TDFL for
atvalizada. Se a TDDS expressar a posic@o das informacdes de
gerenciamento de defeito mais recentes, e a gravagdo for
executada em excesso de um unico cluster, gravagdes repetidas
sdo minimizadas utilizando as informagdes que representam a
posicdo das informagées de gerenciamento de defeitos mais
recentes e as informagbes de gerenciamento de defeitos mais
recentes podem ser eficiente e imediatamente obtidas.

Enquanto isso, na figura 82, as informagdes de
gerenciamento de defeitos podem ser obtidas gquando o
cabegalho correspondente tiver informa¢des com relacdo ao
contelido de TDFL correspondente. Alternativamente, as
informagdes de gerenciamento de defeitos podem ser obtidas
quando o cabegalho de TDFL mais recente inclui todas as
informagdes e TDFL, Por exemplo, no segundo estdgic (estdgio
2), o cabegalho 2 de TDFL tem somente informacgdes com relagdo
ao conteido da TDFLlc e TDFL21, e o cabegalho 3 de TDEFL tem
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somente informacdes sobre o conteudo da TDFL22. Portanto,
todas as informagbes relacionadas & é&rea defeituosa
correspondente podem ser obtidas pelo processamento de todas
as informa¢des de entrada de todos os cabecalhos indicados
pela posicdo das informacges de 'gefenciamento de‘ defeitos
mals recentes.

Entretanto, o cabegalho 5 de TDFL inclui informacgdes
sobre todo © contetdo das TDFLlc, TDFL21, TDFL22c, TDFL31 e
TDFL32. Nesse caso, todas as informagdes referentes a Adrea
defeituosa inteira podem ser obtidas pelo contetido somente do
cabegcalho de TDFL mais recente.

Na figura 8A, o cabegalho de TDFL tem também informagdes
que indicam o nimero de clusters atualmente utilizados. Uma
sinalizagdo para representar quantos clusters sdo utilizados
para representar a lista de &rea de gerenciamentc de defeitos
pode ser empregada. Uma vez que o tamanho das informacdes de
gerenciamento de defeitos é varidvel, essa sinalizacgdo pode
ser particularmente atil. | Também & possivel gravar
informagdes que representam o nuimero de clusters atualmente
utilizados ndoc somente no cabegalho de TDFL, como também na
TDDS.

A figura 8B mostra um exemplo da tabela que representa a
mudanga dos indicadores de TDFL por estégios de acordo com a
terceira modalidade da presente invencdo. Na terceira
modalidade, oito indicadores sdo necessarios no maximo, e o0s
indicadores que ndo sdo utilizados nos respectivos estagios
sdo ajustados em zero, O conceito da figura 8B é idéntico .
aquele da figura 7B e desse modo ndo & discutido em detalhes
adicionais a seguir.

As figuras 9A e 9B ilustram um método de gerenciar
informagdes de defeito em um disco éptice do tipo de gravar
uma vez de acordo com a quarta modalidade da presente
inveng¢do., De acordo com o método de gerenciar informagbes de
defeito de acordo com a quarta modalidade da presente
invengdo como mostrado na figura 9A, a TDFL mais recente é

repetidamente gravada cumulativamente com a TDFL anterior em
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um cluster. Entretanto, a TDFL é separadamente gravada para
cada cluster, e informagdes de posigdo da TDFL mais recente
sd0 gravadas em cada cluster gravado na TDDS. Em comparagdo

com a tercelra ou outras modalidades anteriores, o cabegalho

‘que- indica a TDFL ndo é colocado na borda avangada da TDFL,

porém ¢é colocado na TDDS. Isto pode evitar regras
complicadas para gravar as informa¢bes de cabecalho de TDFL
pela gravagdo do cabecalho de TDFL na TDDS. Nessa
configuragdo, um cabegalho de TDFL pode ndo ser necessirio
para cada cluster, porém pode ser fornecido uma vez em cada
estdgio de atualizar. A TDDS é tipicamente composta de 2048
bytes, o cabe¢alho de TDFL de aproximadamente 60 bytes, e as
informacdes de TDDS existentes normalmente ndo excedem 100
bytes. Por conseguinte, ndo hd problema na execugdo da
grava¢do na TDDS,

A figura 9B mostra um exemplo de uma tabela que
representa a mudanca do indicador da TDFL por estégios de
acordo com a quarta modalidade da presente invengdo. Na
quarta modalidade, oito indicadores s&o necessarios no maximo
do mesmo modo que a terceira modalidade, e os indicadores que
ndo sio utilizados nos respectivos est&gios sdo ajustados em
zero.

Aplicabilidade industrial

Como descrito acima, é revelado um padrdo unificado de
gerenciamento para informacgdes de defeito.

Serd evidente para aqueles versados na técnica que
diversas modificagbes e variacles podem ser feitas na
presente invencdo sem se afastar do espirito ou &ambito da
invencdo. Desse modo, pretende-se que a presente invengdo
cubra as modificacdes e variacdes da presente invengdo dede
que estejam compreendidas no ambito das reivindicagdes

apensas e seus equivalentes.
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REIVINDICACOES

1. Método para gerenclar um meio de gravacido uma vesz,
o meilo de gravacido incluindo uma Area sem dados tendo uma
area de gerenciamento de defeitos finails e incluindo uma area
de dadeos tendo uma area de dados de usuario e uma area de
reserva, caracterizado pelo fato de que compreende as etapas
de:

gravar uma lista de defeitos para gerenciamento de uma
drea defeituosa existindo na area de dados em uma ou mais
unidades de gravacdo de uma area de gerenciamento de defeitos
temporarios atribulda a pelo menos uma da area sem dados e da
Area de reserva, e

gravar informacdc de posicdo da lista de defeitos na
area de gerenciamento de defeitos temporarics, a informagic
de posicac contendo uma pluralidade de indicadores de lista
de defeitos, em gue um ou mals dentre a pluralidade de
indicadores de lista de defeitos respectivamente indica uma
posicdo da uma ou mais unidades de gravacdo contendo a lista
de defeitos, e em gue oubtros indicadores de lista de defeitos
da pluralidade de indicadores de lista de defeitos
correspondendo a unidades de gravacgio as gquails nao contém a
lista de defeitos sio configurados para um valor de 0 =

se uma unidade de gravacgdc dentre as uma ou mais
unidades de gravacdc e defeituosa, gravar uma lista de
defeitos atuwalizada sendec gravada na unidade de gravacgao
defeituosa na wuma outra unidade de gravacdo da area de
gerenciamento de defeitos tempordarios, e gravar informacdo de
posigio atualizada na area de gerenciamento de defeitos
temporarios, a informacdo de posicdo atualizada contendo um
indicador de lista de defeitos o gual ¢ nmudado para indicar
uma posicgdo da uma outra unidade de gravacdoc em vez de um
valor de 0 se & uma cutra unidade de gravagdo contém a lista

de defeitos atualizada.
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2. Método, de acordo oM | reivindicacas 1,
caracterizado pelc fato de gue cada unidade de gravagao na
area de gerenciamento de defeitos temporarics tem um tamanho

de um cluster.

3. Método, de acordo falalil a reivindicacio 1,
caracterizado pelo fato de gque a informacgidc de posicdc &

gravada na ultima unidade de gravacgdo dentre a uma ou mails
unidades de gravacdo contendo a lista de defeitos.

4, Método, de acordo com a reivindicacio 3,
caracterizado pelo fato de gue a informacdo de posigdo conbém

um total de B indicadores de lista de defeitos

0]

5, Metodo, de acordo com & reivindicacio 1,
caracterizado pelo fatoc de gque adicionalmente compreende:

gravar um melo de terminacgdc de lista de defeitos para

indicar uma ferminagadoc da lista de defeitos na Aarea de
gerencliamento de defeltos temporarios, © melc de terminacdo

de lista de defeitos sendo gravado entre a lista de defeltos
2 a informacio de posicio.
. Método, e acordo oM & reivindicacio 1,

caracterizade pelce fato de gque a area de gerenclamento de

{IL

feitos tempeorarics inclul  uma cu mals unidades de
atualizacio, uma das uma ou mals unidades de atualizacio
incluindo ambas a lista de defeitos atuallzada e a informacio
de posicdo atualizada, cada uma das uma ou mais unidades ds
atualizacdo incluindo informacde de posigdo correspondente a
qual contém pelo menos um indicador de lista de defeito.

7. Método, e acordo COm E! relvindicacio o,
caracterizado pelce fatoe de que a informacdc de posicldo esta
localizada no Gltimo setor de cada uma das uma ou mais
unidades de atualizacio.

8. Método, de acordo ZOom a reivindicacac o,
caracterizado pelo fato de gue pelo menos uma das uma Ou mals

unidades de atualizacdo inclul informacido de posicido contendo
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um indicador de lista de defeito para indicar uma posigdo da
lista de defeitos mais recente gravada.

9. Método, de acordo com a reivindicacéo a,
caracterizado pelo fato de gue as unidades de atualizacdo sdo
localizadas de maneira sequencial na 4drea de gerenciamento de
defeitos temporarios.

10. Aparelho para gerenclar um melo de gravagio uma
ver, © melio de gravacdo incluindo uma area sem dados tendo
uma adrea de gerenclamento de defeitos finais & incluindo uma
area de dades tendo uma area de dados de usuario e uma Aarea
de reserva, caracterizado pelo fato de gue compreende:

um  captor configuradoe para gravar dades ao meio de
gravacdo; e

um microprocessadoer, operativamente acoplado ao captor,
configurade para controlar o captor para: gravar uma lista de
defeitos para gerenciamento de uma drea defeituosa existindo
na area de dados em uma ou mais unidades de gravacio de uma
darea de gerenciamente de defelitos tempordrios atribulida a
pelo mencs uma da area sem dados e da adrea de reserva, e
gravar informacdo de posicdo da lista de defeitos na area de
gerenclamento de defeitcs temporarios, a informacio de
posicao contendoe uma pluralidade de indicadores de lista de
defeitos, em que um ou mals dentre a pluralidade de
indicadores de lista de defeitos respectivamente indica uma
posicido da uma ou mails unidades de gravagao contendo a lista
de defeitos, e em gue outros indicadores de lista de defeitos

ista de defeitos

da pluralidade de indicadores de
correspondendo a2 unidades de gravacao as guals ndc contém a

do configurades para um valor de 0; e se

W
Q

lista de defeitos
uma unidade de gravacdo dentre as uma ou mails unidades de
gravacioc & defeituosa, gravar uma lista de defeitos

atualizada sendo gravada na unidade de gravagio defeituosa na

uma outra unidade de gravacdo da Area de gerenclamento de
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defeitos temporarios, e  gravar informagao de posigdo
atualizada na drea de gerenciamento de defeitos tempordrios,
a informacidc de posicdo atualizada contende um indicador de
lista de defeitos o gual €& mudado para indicar uma posicgio da
uma ocutra unidade de gravacdc em vez de um valor de 0 se a
uma outra unidade de gravacdo contém a lista de defeitos
atualizada.

11. Aparelho, de  acordo com a reivindicacido 10,
caracterizado pele fato de gque o© microprocessador é
configurado para controlar o captor para gravar cada unidade
de gravacdo na area de gerenciamento de defeitos temporarios
tem um tamanho de um cluster.

12. Aparelho, de  acordo com a reivindicacdo 11,
caracterizade peloc fato de gque o© microprocessador @
configurado para controlar o captor para gravar, na area de
gerenciamento de defeitos finails, a lista de defeitos mais
raecente gravada na Aarea de gerenciamente de defeitos
temporarios guando nenhuma gravacido adicicnal estéd sendo

feita no meio de gravacdo.
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FIG. 3A

BD-W0 caAmADA SIMPLES

LIA AREA DE DADOS LOA
FIG. 3B

BD-WO CAMADA DUPLA

LIA ARE DE DADOS TONA EXTERNA

LOA AREA DE DADOS TONA EXTERNA
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FIG. 8B
DISCO | INPIGADOR TOFL | psthqjod |esTiaio2 | estagio3 | estaaio 4
12 INDIGADOR TDFL Pl PR Pe P6
DSC0 5 100\ bieanon TORL 0 P3 P4 P
(pisto DC)
3 Npledpor, TDEL 0 0 P5 P8
42 INDICADOR TPFL. 0 0 0 0
52 INDIADOR, TDFL 0 0 0 0
. 0 0 0 0
1560 CD &% INDIcApOR TDFL
72 (KDieADop, TDFL 0 0 0 0
8 woreavor TpeL 0 0 0 0




12/13

FIG. 94
gm0l ESTAGIO 2
U TRLL |
TDDSI P1 TDDSI
(caechusio ToFL ) (casecarso TorC )
| Mille |
Pex_| TDFI2A
TDF_L_ZE
[ mse
(cBeaLo TORL )
NUMERQ DE CLUSTERS
TOFL USADOS

P2

ESTAGIO 3

(catesaLio TorL)

TDFL3!

TDDS3
(caegauo TOFL)

P4

)



13/13

DISCo (NDICADOR, TDFL ESTRGIo 1 | ESTAGIOZ | ESTAGID 3
12 (NDicApoR TDFL. | Pl P2 P4
o cs |2 UDERR TR 0 P3 P5
3% INDICADOR TDFL 0 0 0
42 Wichvor. THEL. 0 0 0
5% (ND1 eADOR TDEL 0 0 0
£ (NDICADOR TDFL 0 0 0
DISCO CD
7% INDICADOR TDFL 0 0 0
B INDICADOR TDF L 0 0 0




10

15

1/1

RESUMO
METODO PARA GERENCIAR UM MEIO DE GRAVAGCAO UMA VEZ E APARELHO
PARA GERENCIAR UM MEIQ DE GRAVA(;EO UMA VEZ

Um disco dptico do tipo de gravar uma vez, um método e
um aparelho de gerenciar informacdes de defeito no disco
optico do tipo de gravar uma vez, por exemple, um BD-WO, sac
dotados de uma drea de gerenciamentc de defeitos temporérics
{TDMRE) . 0 métode inclui  a preparacdo da Area de
gerenciamento de defeiteos temporarics (TDMA] na gual uma
lista de defeitos temporarios {TDFL) & gravada como
informacdes de gerenciamento de defeitos para gerenciar uma
area defeituosa no disco oOptico, gravacido da lista de
defeitos tempordrios mais recente cumulativamente com a lista
de defeitos temporarios anterior na area de gerenciamento de
defeitos temporarios, e gravacdo das informacdes de posicéo
para indicar uma posicdc da lista de defeitos temporarios
mais recente na area de gerenciamento de defeitos temporarios
juntamente com a lista de defeitos temporaricos para gerenciar

de forma mais eficaz a lista de defeitos temporarios.
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